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4, Microscopia Electronica

O Microscopia Electrénica de Barrido (SEM)

O Microscopia Electrénica de Transmision
(TEM)
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4, Microscopia Electronica

O Microscopios de Luz
= 500 a 1500 X de aumento.
= Resolucién espacial ~0.2 ym

O Resolucion depende de:
» Longitud de onda de la Fuente

de iluminacion. -
= Apertura numérica de la lente )
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4, Microscopia Electronica

O La longitud de Onda de los electrones
depende de:
= Masa del electron
m Carga del electron
m Potencial de aceleracién de los electrones

(Voltaje)
h
A=
A 2mqV

4, Microscopia Electronica

~__Highvoltage

O Microscopio TEM

m Flujo de electrones
pasa a través de la

—Electrongun

muestra. — Firstcondenser lens
= Fendmenos de
Dispersion. ——— Condenser aperture

_ Second condenser lens

_Condenseraperture
Specimen holderand air-lock

— Objectivelenses and aperture

m Los electrons no
dispersados pasan
por la muestra y se
colectan

— Electronbeam

— Fluorescent screen and camera
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4, Microscopia Electronica

o TEM
0 HRTEM

Grilla de Cobre
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4, Microscopl'a Electronica

0 Microscopio TEM

= Morfologia:

o Forma, tamarfo y agregacién
de particulas.

= Composicidon Quimica:
o Analisis elemental.
m Estructura Cristalina:

o Arreglo de atomos
o Defectos
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o Ventajas

m Estudios adicionales
como espectrometria
de rayos X se pueden
realizer.

= Imagenes de alta
resolucion.

= Reconstruccion de
imagen 3D.

o Desventajas
= Se mide en vacio.

= Muestra resistente al
flujo de electrons.

= Procesamiento de
muestra

Junio de 2019

O Microscopio SEM

m Electrones penetran
en la muestra.
Condenser

= Interaccion entre e- anss
y muestra.

Amplifier

= Electrones y fotones petecion
se emiten desde la colls
muestra. Final lens

m Los electrones
emitidos se detectan

detector

Specimen Image builds up scan by scan

of the beam and line by line
on the screen

http://virtual.itg.uiuc.edu/training/EM_ tutorial/
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O Microscopio SEM

m Topografia: Textura y superficie
de la muestra.

= Morfologia: Forma, tamafio y
agregacion de particulas.

= Composicion Quimica: Analisis
elemental.

m Estructura Cristalina

3 a 5 6 SEMJORY - yCa Fe
kev ly Ash particle
3261 x HV: 200KV WD:15.0 mm

4. Microscopia Electronica (SEM)

o Ventajas

= Muestras en volumen y tamafio “grande”
pueden observarse.

m Es possible alcanzar buena resolucion.

= Permite ver pureza y caracteristicas de
agregacion.

o Desventajas
= Muestras deben ser conductoras.
= Muestras aislantes deben ser recubiertas.
= No es possible resolver estructura interna.
e Bresencia de Vacio.
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